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Dleser Internationale Recherchenberlcht umfaBt Insgesamt 4 Blatter. 

[X] Daruber hlnaus liegt Ihm Jewells elne Kople der in dlesem Berlcht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bet. 



1. Grundlage des Benefits 

a ' !SS^^S!^^ 2f !?i emat ?°K> a!e R * cher , che aur der Grundlage der Internationale n Anmeldung In der Sprache 
durchgefQhrt worden. In der sle elngerelcht wurde, sofern unter dlesem Punkt nlchts anderes angegeben IsL °> J ' elLne 

O I n£rni e ,«nf.° na i e Re *? ercn e [st Grundlage elner bei der Behdrde elngerelchten Obersetzung der 

internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. □ Hlnslchtllch der In der International Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz slehe Feld Nr. 1 
2 ' CH Besiimmte AnsprGche haben sich als nicht recti erchierbar erwiesen (slehe Feld II). 

3. Q Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (slehe Feld III). 

4. Hlnslchtllch der Bezelchnung der Erfindung 

PH wlrd der vom Anmelder elngerelchte Wortlaut genehmlgt 
I | wurde der Wortlaut von der BehSrde wle fofgt festgesetzl: 



5. Hlnslchtllch der Zusammenfassung 

fx] wlrd der vom Anmelder elngerelchte Wortlaut genehmigt. 

□ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) In der In Feld Nr. IV angegebenen Fassung von der BehSrde festqesetzt 
Der Anmelder kann der BehOrde Innerhaib elnes Monats nach dem Datum der Absendung dieses Internationalen 
Recherchenberlchts elne Stellungnahme vorlegen. ™' 

6. Hlnslchtllch der Zeichnungen 
a. 1st folgende Abblldung der Zeichnungen mit der Zusammenfassung zu veraffentllchen: Abb. Nr. 4 



fx] wle vom Anmelder vorgeschlagen 
I | wle von der Behfirde ausgewShlt, well der Anmelder selbst keine Abblldung vorgeschlagen hat. 
□ wie von der Behdrde ausgewahlt, well dlese Abblldung die Erfindung besser kennzelchnet 
b - Q wlrd keine der Abblldungen mlt der Zusammenfassung veraffentilcht. 
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A. KLASSIF1Z1ERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 G06T7/00 G01N21/88 



Nach dar Internattonalen PatentklassfflKalton (IPK) oder nach der nallonaten Klasstnkallon und der IPK 



B. RECHERCHIEHTE GEB1ETE 



Recherchlerler Mlndestprutsloll {Klassirikallonssyslem und Klassinkatlonssymbole ) 

IPK 7 G06T G01N 



Recherchlerte aber nlcht zum MlndestprOlsloll geltdrende Veretlentllchungen, sowell dlese unlerdla recherchlerten Geblele lallen 



WShrend dar tnternallonalen Rechercha konsulllerte eleklronlsche Dalenbank (Name der Dalenbank und evil, verwendeta Suchbagrilte) 

EPO-Internal 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



KalDgorie" Bezelchnung der Verfillenlllchung, sowell ertorderllch unler Angabe der In Betrachl kommendan Telle 



Belr. Anspruch Nr. 



US 2002/184172 Al (GLEIBMAN ANDREW 
5. Dezember 2002 (2002-12-05) 
Absatz '0050! - Absatz '0051! 



ET AL) 



BREAUX L ET AL: "Automatic defect 

classification system for patterned 

semiconductor wafers" 

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, 1995., 

IEEE/UCS/SEMI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

AUSTIN, TX, USA 17-19 SEPT. 1995, NEW 

YORK, NY, USA, IEEE, US, 

17. September 1995 (1995-09-17), Selten 

68-73, XP010193372 

ISBN: 0-7803-2928-7 

Abschnitt III Offline ADC Technology 



1-14 



1-14 
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Wettare Ver6ffentilchungen sind der Fortselzung von Feld C zu 
enlnehmen 



Siehe Anhang Palentfamllle 



° Besondere Kalegorien von angegebenen Ver61fentllchungen : 
•A' Veroffenlllchung, die den allgemelnen Sland der Tech nl k dellnleil, 
aber nlchl als beso riders bedeutsam anzusahen 1st 

'E* alteres Dokument, das [edoch erst am Oder nach dem Internattonalen 
Anmetdedalum verof lentllcht worden 1st 

a L* Veroffenlllchung, die geefgnet isl, einen Priortlalsanspruch zweifelhafl er- 
schelnen zu lassen. oder durch die das VerSffenlllchungsdaium elner 
anderen im Recherchanberlcht genannlen Verdffentilchung belegt warden 
soli oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben isl (wle 
ausgefQhrl) 

•O* Verfirrenlllchung, die slch auf elne mOndllche Offenbarung, 

elne Benulzung, elne Aussleliung oder andere MaRnahmen bezleht 

*P* VeroJfenlHchung, die vordem intematlonalan Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Priorttatsdalum veroffentllcht worden isl 



■T" Spalere Veroffentllchung, die nach dem intematlonalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdalum veraffentllcht worden Isl und mil der 
Anmeldung nlcht kotfldlert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundellegenden Prtnzlps oder der Ihr zugrundellegenden 
Theorie angegeben isl 

*X* Verattentllchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchle Erfindung 
kann ailain aulgrund dieser Veroffentllchung nichl als neu oder auf 
erflnderischerTaiigkell beruhend betrachlel werden 

'Y* Verdlfentllchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nlcht als auf erfinderlscher TSllgkelt beruhend betrachlet 
werden. wenn die Verdffentilchung mil elner oder mehreren anderen 
Veroffenluchungen dleser Kalegorie In Verblndung gebrachl wird und 
dlese Verblndung fur einen Fachmann nahellegendlst 

Verdffentilchung. die Mllglled derselben Palentfamllie Isl 



Datum des Abschlusses der tnternallonalen Recherche 



18. November 2004 



Absendedatum des Internalionalen Recherchenberichls 



28/12/2004 



Name und Post an sc tin ft der tnternationalen Recherchenbehdrde 
Europateches Paten tamt, P.B. 5616 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV B[\sw\]k 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
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C.(Fortsetziing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 




Kalegorle* 


Bozolchnung der VorSKonlllchung, sowell ertorderllch unter Angabe der In Beliacht kommenden Telle 


Belr. Anspruch Nr. 




A 


OAHNE £: "Pixelverarbeltung" 

DIGITALE BILDVERARBEITUNG, 

Juni 2001 (2001-06), Seiten 257-295, 

XP002306421 

SPRINGER VERLAG, BERLIN, DE 
ISBN: 3540412603 

Seite 263 - Seite 264, Abschnitt "Nachweis 
von Unter- und Uberlauf" 


1,8 




A 


LI J ET AL: "Production use of an 
integrated automatic defect classification 
(ADC) system operating 1n a laser 
confocal /white light imaging defect review 
station" 

ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 
CONFERENCE AND WORKSHOP, 1996. ASMC 96 
PROCEEDINGS. IEEE/SEMI 1996 CAMBRIDGE, MA, 
USA 12-14 NOV. 1996, NEW YORK, NY, 
USA, IEEE, US, 

12. November 1996 (1996-11-12), Seiten 
107-111, XP010204507 
ISBN: 0-7803-3371-3 
das ganze Dokument 
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A 


READING I ET AL: "Development of 
Automated Wafer BumD InsDection 
Technology" 

SIMTECH TECHNICAL REPORT, 2001, Seiten 
1-6, XP002306422 
Seite 3 
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